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[研究背景] 現在、二酸化チタンは光触媒や、金属微粒子触媒の固定担体として最も用いられてい

る材料である。金微粒子を二酸化チタンに担持させると、強い触媒活性を示すことが知られてい

る[1]が、そのメカニズムの解明は未だ達成されていない。二酸化チタン上の金微粒子の触媒機能

の解明のためには、二酸化チタン表面における金属微粒子の吸着構造や二酸化チタンと金属微粒

子間の電荷の授受を解明する必要があり、二酸化チタン表面の原子構造、表面欠陥や原子上での

電荷状態を解明することが求められる。そこで今回、我々は、二酸化チタン表面上で周波数変調

方式原子間力顕微鏡とケルビンプローブ力顕微鏡による同時測定（FM-AFM/ KPFM）を行い、原

子分解能の達成を目指すとともに、表面欠陥や原子上で z spectroscopyを測定し、表面構造と局所

接触電位差を原子レベルで解明することを目指している。 

 

[実験方法・結果] 本研究では、極低温原子間力顕微鏡（LT-NC-AFM）装置を用い、超高真空下で

実験を行った。試料にはルチル型 TiO2(110)を用い、Ar
+スパッタリングとアニーリングを繰り返

し処理した後、Si製探針を用いて測定した。図１は TiO2(110)上で AFMにより測定された表面凹

凸像である。[001]方向に輝線で表されたブリッジ酸素列と、暗線で表された 5配位のチタン列が

観測され、暗点で示された欠陥部分が観測されている（hole mode
[2]）。当日は、FM-KPFMにより、

AFM と同時に測定された局所接触電位差像についても示し、さらに、TiO2(110)上の欠陥部分や、

原子上で測定した z spectroscopyの結果について考

察を加える。今後は、金微粒子を担持させた二酸

化チタン上で、電子状態や電荷状態の解析を進め

ていくことにより、光触媒の反応機構や金属酸化

物上の金属微粒子の触媒機構を解明することがで

きると期待される。 
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